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OBJECTIUS FORMATIUS GENERALS

Introduir a I'alumne en les tecniques de control de qualitat i fiabilitat, especificament
orientades cap a I'Electronica. L'alumne ha de ser capa¢ d'especificar nivells de qualitat
i aplicar les técniques control estadistic de processos, acceptacié per mostreig i de
disseny de plans de control. Tanmateix, podra analitzar la fiabilitat de sistemes
complexos, testejar temps de vida entre falles i contrastar especificacions.

RECOMANACIONS SOBRE CONEIXEMENTS PREVIS

Cap en especial per els alumnes que cursin Enginyeria Electronica

TEMARI

l.- Introducci6 a la Qualitat i estadistica per a la qualitat.

Qualitat. Control de qualitat. Normalitzacido i Certificacidé. Estadistica i qualitat.
Distribucions discretes i continues. Teorema del limit central. Mostreig. Estimacio de
punt. Estimacioé de interval. Marge de confiangca. Test d'hipotesis. Tipus d'error. Tipus
de test. Grandaria de la mostra i error tipus II.

Il.- Control estadistic de processos.

Conceptes de variabilitat i control d'un procés. Atributs i variables. Limits de control.
Capacitat d'un procés. Analisi d'estructures en els diagrames de control. Diagrames de
control per atributs: p, np, ¢, u. Diagrames de control per variables: X(R), X(S), R, S,
X(R).

lllll.- Técniques d'acceptacio per mostreig.

Tipus de controls d'acceptacid. Acceptacid per mostreig. Corba caracteristica
d'operacié. Risc de consumidor i productor. Plans de mostreig per atributs. Estandards
MIL-105-D i ANSI/ASQC Z1.4. Plans de mostreig per variables. Estandard MIL-414 i
ANSI/ASQC Z1.9. Criteris de seleccio dels indexs de qualitat.

lIV.- Fiabilitat de sistemes.
Fiabilitat i qualitat. Relacié fiabilitat-cost. Caracteritzacio de la fiabilitat. Concepte
probabilistic de fiabilitat. Quantificaci6 de la fiabilitat: MTTF i MTBF. Fiabilitat en



sistemes compostos. Sistema seérie. Sistemes redundants. Redundancia activa.
Redundancia en espera (standby). Limitacions en sistemes redundants.

V.- Models estadistics de la fiabilitat.
Tassa de fallo i probabilitat de supervivencia. Corba de la banyera. Aplicacié de la
distribucié exponencial. Distribucié lognormal. Distribucio de Weibull.

VI.- Test de fiabilitat.

Tipus de test. Factors de risc. Test amb la distribucié exponencial. Test segons les
normes H-108 i MIL-STD-781. Test amb nombre de falles fixat i amb substitucid. Test
amb nombre de falles fixat i sense substitucio. Test a temps fixa. Test seqiiencial.

VIl.- Mantenibilitat i Disponibilitat.

Mantenibilitat. Determinacié del MTTR. Tipus de manteniment. Mantenibilitat i fiabilitat.
Disponibilitat. Factors d'augment de la disponibilitat. Disponibilitat serie i paral-lel
(redundancia).

VIII.- Fiabilitat en sistemes informatics.
Caracteristiques de fiabilitat en sistemes informatics. Causes i tipus de fallo.
Configuracions de fiabilitat. Fiabilitat del software.

IX.- Fiabilitat a Microelectronica.

Factors de fiabilitat segons les condiciones de funcionament. MIL-HDBK-217.
Mecanismes de fallo a Cl's. Fiabilitat VLSI. Test accelerats i factors d'acceleracio.
Tecniques d'augment de fiabilitat. Disseny per a la fiabilitat.

METODOLOGIA DOCENT

Doceéncia presencial conjuntament amb treballs a realitzar per I'alumne, treball d’'aula i
sessions de laboratori. S'emprara el campus virtual com a eina principal de suport
documental i comunicacio.

AVALUACIO

Criteris d’avaluacio:

L’avaluacié tindra en compte quatre parts. La primera, que comptara un 15% sera la
participacid a les activitats d'aula i els treballs encarregats a teoria. La segona que
contara un 40% de la nota final, sera una prova escrita a final de semestre, a on
alumne analitzara i/o dissenyara alguns dels procediments especifics del control de
gualitat i fiabilitat inclosos en el programa. La tercera, amb un 20%, és la qualificaci
obtinguda per el lliurament de problemes proposats durant el curs. Finalment, el 25%
restant sera la qualificacié de practiques.

Avaluacié de les practiques:

La avaluacio de els practiques és continuada, a partir de la assisténcia a les sessions
de laboratori, la preparacio de les mateixes i els informes finals presentats de cada
practica. Els alumnes que no superin la avaluacié continuada podran realitzar un
examen final de practiques sempre que previament hagin aprovat la teoria. Aquest



examen consistira en la realitzacié d’una practica sencera o parcialment, en el temps
gue un alumne amb els coneixements practics adquirits raonablement necessités per
realitzar la tasca.
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